BiLiM VE TEKNOLOJI UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZi (BILTEM)
TARAMALI ELEKTRON MIKROSKOPU
(SEM) KULLANIM TALIMATI

1. AMAC
Yozgat Bozok Universitesi BILTEM’de kullanilan SEM cihazinin, cihaz
sorumlusu/sorumlulari tarafindan analize hazirlanmasi ve kullaniminin saglanmasi.

2. KAPSAM
Yozgat Bozok Universitesi BILTEM’de kullanilan SEM cihazinin analize hazirlik ve temel
kullanim bilgileri.

3. SORUMLULAR

Yozgat Bozok Universitesi BILTEM ydnetimi tarafindan ilgili cihazi analize hazirlamak,
cihaza gelen numuneleri analiz etmek ve cihazi bir sonraki analize hazir halde birakmak igin
gorevlendirilmis personel/personeller.

4. UYGULAMA

4.1 Gorlintileme/analiz icin gelen 6rnek/6rnekler karbon bant yardimi ile stublara
sabitlenir.

4.2 Ornekler iletken degilse ya da iletken olup olmadigi bilinmiyorsa uygun
kalinhkta ilgili talimat dikkate alinarak altin kapmala cihazi ile altin kaplanarak
iletkenligi saglanir.

4.3 Sogutucu su seviyesi kontrol edilir ve isaretli bolgenin altinda ise ilgili talimata
uyularak gereken islemler yapilir.

4.4 Cihaza bagli, laboratuvar disinda bulunan azot gazi tlipl acilir ve gaz seviyesi
kontrol edilir.

4.4.1 Azot gazitipu bitmis ise, ilgili talimata uyularak gereken islemler yapilir.
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4.5 Cihaza ait mikroskop bilgisayarindan “xT Microscope Control” programi agilip
“Vent” sekmesine basilarak cihazin oda atmosferi basincina inmesi saglanir.
4.6 Elektron mikroskobu Uzerinden “chamber” acilarak stub (zerindeki

ornek/ornekler, numaralara dikkat edilerek, yerlestirilir.
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4.7 “Chamber” kapag! dikkatli bir sekilde kapatilarak “xT Microscope Contro
programi Uzerinden “Pump” sekmesine basilarak vakum islemi baslatilir.

4.7.1 “xT Microscope Control” programi lzerindeki gostergenin yesile donmesiyle
cihazin gorintlilemeye/analize hazir oldugu anlasilir.

4.7.2 Program Ulzerindeki chamber icerisini gosteren pencereden numune
yuksekligi, bilgisayara ait farenin orta kismina tiklanarak striklenmesiyle ve
yuksekligin en az 10 mm olmasina dikkat edilerek ayarlanir.

4.7.3 Ayni program lzerinden “Beam On” sekmesine tiklanarak elektron demetinin
ornek tzerine gelmesi saglanir ve goruntileme/analiz baslatilir.

4.8 Gorlinttleme islemi bittikten sonra “Beam On” sekmesine tiklanarak elektron
demeti pasif hale getirilir ve “Vent” sekmesine tiklanarak vakum bozulur.

4.8.1 Vakumun bosaltilmasi ile chamber basincinin, géstergenin griye donmesi ile
oda kosullarina geldigi anlasilir.

4.9 Oda atmosferi basincina gelen chamber dikkatli bir sekilde agilir ve érnekler
yine dikkatli bir sekilde cihaz igerisinden g¢ikarihr.

4.10 Ornekler cikarildiktan sonra madde 4.7 ve 4.7.1°deki islemler tekrarlanarak
cihaz bir sonraki goriintilemeye/analize hazir hale getirilir.
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